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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SUPRACONDUCTIVITE -

Partie 10: Mesure de la température critique —
Température critique des composites supraconducteurs Nb-Ti, Nb;Sn
ainsi que des oxydes supraconducteurs a base Bi
par une méthode par résistance

AVANT-PROPOS

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant Jes i iQ , Méprésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étydiés\e es Comités nationaux intéressés

3) Les documents produits se présentent so c nandatigns internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, b Lo gdides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

ationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
s internationales de la CEIl dans leurs normes

rapport de vote 90/127/R

de cette norme.

D donne toute information sur le vote ayant abouti a 'approbation

La version francaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L’annexe A est donnée uniquement a titre d’information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SUPERCONDUCTIVITY -
Part 10: Critical temperature measurement —

Critical temperature of Nb-Ti, Nb3Sn, and Bi-system oxide
composite superconductors by a resistance method

FOREWORD

participate in this preparatory work. International,
with the IEC also participate in this preparation.

of standards, technical specifications,
Committees in that sense.

6) Attention is drawn to the

of patent rights.

The text of this

\ FDIS Report on voting
\/ 90/122/FDIS 90/127/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annex A is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.
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INTRODUCTION

Outre le courant critique et les champs critiques, la température critique est une caractéris-
tique importante et fondamentale des matériaux supraconducteurs. De méme, la température
critique est importante pour les applications pratiques des supraconducteurs dans la mesure
ou, si elle est supérieure, la marge de température est plus large et la consommation
d’énergie de refroidissement est plus faible. Il est ainsi urgent de disposer d’'une méthode
normalisée de mesure de la température critique, ce qui présente des avantages certains
pour les utilisateurs de conducteurs.

Il existe nombre de méthodes d’essai permettant de mesurer la température critique des
supraconducteurs: la méthode par résistance, les méthodes de mesure de la_susceptibilité en
courant continu qui utilisent les magnétometres a SQUID et VSM (a échantillog vibrant), les
i cthodes de

mesure de la chaleur massique, etc.

sistance,
p reS|stance

Il est généralement admis que les méthodes d’essai, autres
sont plus sensibles et apportent plus d’informations que Ia

minces ainsi qu’aux matériaux en vrac et aux pouc - Is la meéthode par
résistance est difficile a mettre en oeuvre.

on Advanced Material
principalement été ent

sous la supervisié du
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INTRODUCTION

In addition to critical current and critical field, critical temperature is an important, basic
property of materials that exhibit superconductivity. Also, critical temperature is practically
important in applications of superconductors, since the higher the critical temperature is, the
larger is temperature margin and the lower the cooling power consumption. Thus,
standardization of the measurement method of critical temperature is quite beneficial to
conductor users and is urgently required.

There are a lot of test methods to measure the critical temperature of superconductors,
including the resistance method, d.c. susceptibility methods using a SQUID magnetometer
and VSM (vibrating-sample magnetometer), a.c. susceptibility methads, specific heat
methods etc.

This is because the resistance method is simpler a
most of the composite superconductors in industrial

a member institution of VAMAS (Versai
TWA16 (Superconducting materials). The
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SUPRACONDUCTIVITE -

Partie 10: Mesure de la température critique —
Température critique des composites supraconducteurs Nb-Ti, Nb;Sn
ainsi que des oxydes supraconducteurs a base Bi
par une méthode par résistance

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEIl 61788 décrit une méthode d’essai permettaft de
résistivité la température critiqgue des composites supraconductetirs
industrielle.

déterminer par

multifilamentaires (voir article A.1).

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants N1 e pour l'application du présent
document. Pour les références datées s citée s'applique. Pour les références

amendements).

CEl 60050-815, Vocabwlaire ' nternational (VEI) — Partie 815: Supra-

conductivité
CEl 61788-4, Sup;a

31
température critique d’un supraconducteur

température en dessous de laquelle un matériau présente des caractéristiques de supra-
conductivité a des champs magnétiques nuls et sans courant de transport

4 Détermination de la température critique

Dans la présente norme, la température critique (7;) est déterminée comme étant le point
médian de transition de la résistivité de I’état normal a I’état supraconducteur, a une valeur
minimale de courant de transport continu (courant de I'éprouvette) et sans aucun champ
magnétique autre que le champ géomagnétique.

La figure 1 illustre schématiquement la courbe de la résistance en fonction de la température
d’'un composite supraconducteur. Tracer une tangente a la partie de la courbe se trouvant
dans la région d’état normal. La valeur de température a l'intersection de la courbe de
transition et d’'une ligne & 50 % de la hauteur de la tangente est exprimée par T..
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SUPERCONDUCTIVITY -
Part 10: Critical temperature measurement —

Critical temperature of Nb-Ti, Nb3Sn, and Bi-system oxide
composite superconductors by a resistance method

1 Scope

This part of IEC 61788 specifies a test method for the resistive determihatiom\of the critical
temperature of composite superconductors for industrial use.

and Cu-Ni/Nb-Ti composite superconductors, Cu/Nb3;Sn ca S
metal-stabilized Bi-system oxide superconductors that haye i ture and a
shape of round, flat or square wire containing mono- or n -
clause A.1).

2 Normative references

definition app

3.1
critical temperature (of a superconductor)

temperature below which a material exhibits superconductivity at zero magnetic field strength
and without any transport current

4 Determination of critical temperature

In this standard, the critical temperature (T.) is determined as the mid-point of the resistive
transition from the normal state to the superconducting state with a minimum of d.c. transport
current (specimen current) and at no applied magnetic field strength except for geomagnetic
field.

Figure 1 shows schematically a curve of resistance versus temperature for a composite
superconductor. Draw a tangential line to the part of the curve in the normal state region. The
value of the temperature at the intersection of the transition curve and a line with 50 % of
the height of the tangential line is T..
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